Azu Re193

Descricao: Painel de azulejos em azul e branco do periodo do
Ciclo dos Mestres. Lisboa, 1690-1720, Séo Francisco,
(MNAZ, Inv. 10093Az). Dimens0es: irregular £137 x

137 x 16 mm.

Amostras: Azulejos e secgdes polidas em depdsito no Museu
Nacional do Azulejo em Lisboa.
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LVOCNRSER Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Lupa binocular Leica M205 C com cdmara acoplada Leica DFC295.

voltar ao indice




AVAINCEN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 9.5mm x27 BSECOMP 40Pa 2.00 20.0kV 9.5mm x180 BSECOMP 40Pa

B i 4 )
20,0kV/9 5mm X300 BSECOMP 40Pags - & 20.0kV.9.5mm x550 BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

100pm 100 pm 100 pm
wD:85mm W ’ MAG: 180 x HV: 20.0 KV WD: 8.5 mm t \G: 180 x HV: 20.0 KV WD: 9.5 mm = G: 180 x HV: 20.0 KV WD: 8.5 mm

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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AzuRe193 EDS Vidrado.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe193/AzuRe193_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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- AzuRe193 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe193/AzuRe193_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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- AzuRe193 EDS Inclusio.xls
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../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe193/AzuRe193_EspectroEDS_Inclusão.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
Area Analisada Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Sn Pb

ol

st W7

429 085 483 3747 - 926 0,92 -- 142 528 35,68

wdrado branco

LT AN
o

286 3,78 10,12 2389 0,18 191 3854 1,07 5,08 - 12,58

chacota - inclusao

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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